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実験研究の目的
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考察

両面ガラス封止されたP型PERC
セルの電圧誘起劣化現象

電圧誘起劣化 (Potential Induced Degradation: PID)
メガソーラーにおいて、太陽電池モジュールの性能が
大幅に低下する現象

ガラス中のNaイオンがセルに移動することが主原因[1]
PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)
裏面にパシベーション層を形成したセル

Bifacial-PERC特有のPID現象：
 Naイオンなどの電荷が裏面

パシベーション層に蓄積

⇒表面再結合増加[2,3]
【目的】
Bifacial-PERCにおける
裏面PID現象の検証

Bifacial-PERC（p型単結晶Si）※
 両面ガラスで封止
 裏面パシベーション層：Al2O3/SiNx

PID加速試験
温度 85℃
湿度 ~60%RH
電圧 +1000 V（裏面側）

 評価方法
電流・電圧特性
エレクトロルミネッセンス（EL）法
実効的キャリア寿命（τeff）測定（Semilab WT-1000B）
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 EL強度はPID加速試験後に低下
（セル端部がより低下）

 裏面側へのPID加速試験にも関
わらず、表面側のEL強度も低下

 表面側のセル特性：24時間のPID
加速試験後、性能低下は小

 裏面側のセル特性：Jscが大きく低
下（Ref. 2,3と同様）
• 表面再結合増加による裏面感度の

大幅な低下

 τeff は表面側、裏面側共に低下
• 表面再結合増加によるτeff 低下

PID加速試験によって、裏面側ではJscが大幅に低下
表面側では、電気的特性に大きな差はなし
裏面側へのPID加速試験にも関わらず、τeff、EL強度が低下
⇒裏面側の表面再結合増加が要因と推察
加速試験の時間変化による劣化挙動解析、回復試験解析が
今後の課題
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裏面側特性でJscが顕著に低下（FFは低下なし）⇒電荷蓄積による劣化（PID-1）が発生[2,3]
表面側に対してPID加速試験を行わなかったが、τeff 、EL強度が低下⇒裏面側パッシベーションへの蓄積電荷による表面
再結合の増加が要因。

今後、更に加速試験時間を増やすことで、電荷蓄積以上の劣化が発生するかを検証する必要がある。

※PID加速試験前に、85℃で光照射（AM1.5)を24時間実施
（光・温度誘起劣化の影響を抑制するため）
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